UKD 621.382.2

NORMA BRANZOWA

BN-81

ELEMENTY Elementy potprzewodnikowe 3375-29.00

POLPRZEWOD- 'e Y PO )

NIKOWE Diody przetaczajace [ e
Ogdlne wymagania i badania L

Grupa katalogowa 1923

1. WSTEP 3.8. Wymagania dodatkowe — wg PN-78/T-0i515

1.1. Przedmiot normy. Przedmiotem normy s3 ogolne
wymagania i badania dotyczgce diod przetaczajacych,
przeznaczonych do pracy w elektronicznych urzgdze-
niach powszechnego uzytku, profesjonalnych i urzgdze-
niach wymagajgcych zastosowania elementéw o wy-
sokiej 1 bardzo wysokiej jakosci.

1.2. Okreslenia — wg PN-78/T-1500.00 i Ol.

1.3. Oznaczenia literowe parametréw

1.3.1. tun» — temperatura otoczenia w czasie pracy,

1.3.2. ty, — temperatura przechowywania.

_ 1.3.3. Pozostate oznaczenia literowe parametrow — wg
PN-76/T-01501.00 i Ol.

2. PODZIAL 1 OZNACZENIE

2.1. Podziat — wg BN-70/3375-11.
2.2. Budowa oznaczenia — wg PN-78/T-01515 p. 2.2,
Przyktad oznaczenia wg arkusza szczegdtowego.

3. WYMAGANIA

3.1. Wymiary — wg arkusza szczegdélowego.

3.2. Wykonanie — wg PN-78/T-0151S p. 3.2 i wg
arkusza szczegélowego.

3.3. Cechowanie — wg PN-78/T-01515 p. 3.3 oraz
wg arkusza szczegotowego.

3.4. Parametry elektryczne — wg PN-78/T-01515
p. 3.4 oraz wg arkusza szczegdlowego.

3.5. Wymagania klimatyczne — wg PN-78/T-01515
p. 3.5.
3.6. Wymagania mechaniczne — wg PN-78/T-01515
p. 3.6.

3.7. Wymagania niezawodnofciowe — wg PN-78/
T-01515 p. 3.7,

p. 3.8.

4. PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE
I TRANSPORT

4.1. Pakowanie — wg PN-78/T-01515 p. 4.1
4.2. Przechowywanie -— wg PN-78/T-01515 p. 4.2.
4.3. Transport — wg PN-78/T1- 01515 p. 4.3

5. BADANIA

5.1. Program i rodzaje badan

S.1.1. Badania grupy A — wg PN-78/T-01515 p. 5.1.1
oraz wg tabl. I.

5.1.2. Badania grupy B — wg PN-78/T-01515 p. 5.1.2
oraz wg tabl. 2.

5.1.3. Badania grupy C — wg
p. 5.1.3 oraz wg tabl. 3.

5.1.4. Badania grupy D — wg PN-TR/T-01515 p. 5. 1.4
oraz wg tabl. 4,

5.2. Pobieranie probek — wg PN-78/T-01515 p. 5.2

5.3. Opis badan — wgp PN-T8/TOI515 p. 5.3 oray
wg arkusza szczegolowego.

5.4. Ocena wynikéw badan — wyp PN-78/T-01515
p. 5.4,

5.5. Dostawa elementow po badaniach — wg PN-7&/
T-01515 p. 5.5.

PN-78/T-01515

6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU
NEGATYWNEGO WYNIKU BADAN

6.1. Badania grupy A — wg PN-78/1-0i515 p. 6.1.
6.2. Badania grupy B — wg PN-78/T-01515 p. 6.2
6.3. Badania grupy C — wg PN-78/T1-01515 p. 6.3
6.4. Badania grupy D — wp PN-T8/T-01515 p. 6.4.

Zgtoszona przez Naukowo-Produkcyjne Centrum Potprzewodnikow
Ustanowiona przez Naczelnego Dyrektora Zjednoczenia Przemystu Podzespotéw i Materiatow Elektronicznych
UNITRA-ELEKTRON dnia 25 marca 1981 r.
jako norma obowigzujgca od dnia 1 pazdziernika 1981 r.
(Dz. Norm. i Miar nr 11/1981 poz. 55)
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W temperatu-
rach innych
'niz normalna
temperatura
otoczenia:

I

2 BN-81/3375-29.00
Tablica 1
Metoda Plany i warunki badan
Bt} badania Poziom jukosci 1 Poziom jakosci 11 Poziom jakodci 111 Poziom jakosci IV Da‘r(le wg
: wg ; : . : arkusza
BNk PN-78/ Po:nom. Warunki P()me. Warunki Poznom‘ Warunki Pozmml Warunki szezegotowego
T-01515 lfom g badania Qe badania RSO badania Hgrerer badania
1 AQL i AQL i AQL i AQL
| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 I,
Podgrupa Al i 1.5 1I; 1.5 II; 1.5 I 1,0
Sprawdzenie e sprawdzane
wymiarow parametry
(gtdwnych) geometryczne
Sprawdzenic 3.8
wykonania
obudowy
Sprawdzenic 5.3.6 '
prawidiowo-
sei cechowa- .
nia
Podgrupa A2 i 1.0 I 1.0 1. 0,65 1. 04
Sprawdzenie 5.3.7 wg PN-74/ wg PN-74/ wg PN-74/ wg PN-74/ | wartosci gra-
podstawo- T-01504.00 T-01504.00 T-01504.00 T-01504.00 | niczne spraw-
wych para- dzanych pa-
metrow clek- rametrow
trycznych: elektrycznych
Ur x t warunki
Ir ich pomiaru
oraz w zalez-
nosci od ro-
dzaju diody
CO najmniej
jeden z nizej
podanych
parametrow:
Iy
I o
Q.
rs
jezeli w nor-
mi¢ szcze-
gbtowej nie
podano ina- L4
cze)
Podgrupa A3 I 2.3 I, 15 I 15 H: 13
Sprawdzenie - 0 9 wg PN-74/ wg PN-74/ wg PN-74/ wg PN-74/ | wartosci gra-
drugorzgd- T-01504 .00 T-01504.00 T-01504.00 T-01504.00 niczne spraw-
nych para- dzanych pa-
metrow clek- " rametrow .
ttycznych: elektrycznych
Cr i warunki
ich pomiaru
Podgrupa A4 - - I: 2.5 K
Sprawdzenie 5.3.7 wg PN-74/ wg PN-74/ | temperatura
parametrow T-01504.00 T-01504.00 | otoczenia,
clektrycznych | . ’ wartosci gra-

niczne spraw-
dzanych pa-
rametrow
elektrycznych
1 warunki
ich pomiaru

Znak - oznacza. 7z¢ badania nic przcprowadza sig.

Nic wypelmona kolumtna .warunki badania® oznacza normalne warunki aimosicryczne.




BN-81/3375-29.00 3
L
Tablica 2 L
Plany 1 warunki badan
Metoda Y
. badania Poziom jakosci 111 Poziom jakosci 1V
Rodzaj ] . Dune wg arkusza
badania we Poziom , Poziom . szezegotowego
PN-78/ iR Warunki —— Warunki " o
T-01515 . badania \ badania
i AQL 1 AQL
! 2 3 4 5 6 7
Podgrupa Bl S-3; 1.3 S-3: 1.0
Sprawdzenic wytrzymalosci 5.3.21 rodzaj i szczegdlowe warunki ba-
mechaniczne] wyprowadzen dania, wartofci obcigzen
Sprawdzenie szczelnosdci 53.27 rodzaj badania. dopuszezalny po-
ziom nieszezelnosct fub zakresy
wartosct | warunki pomiaru spra-
wdzanveh po badaniu parame-
trow elektryeznych
Podgrupa B2 S-4; 1.5 S4; 1.0
Sprawdzenie lutownosci wy- 5.3.5a) temperatura temperatura -
prowadzen lutowia lutowia
2358°C 235°C
Podgrupa B3 S-3; 1.5 S-3 10
Sprawdzenic wytrzymatosci na Dol T 500 mm 500 mm Potozenie elementow  w o czasic
spadki swobodne spadania; zakresy wartoser 1 wa-
' runki pomiaru sprawdzanych po
badaniu parametrow clektrycz-
nvch
Podgrupa B4 —_ S4; 1.0
Sprawdzenie wytrzymatosci na 5.3.16 390 m/s? sposob mocowania korpusu Jub
udary wiclokrotne 1000X3 wyprowadzen clementu: zakresy
warto$ci 1 warunki poniaru spra-
wdzarych po badaniu paramctrow
clektrycznych
Podgrupa BS S-3, 1.5 S-3. 1,0
Sprawdzenie wytrzymatosci 5.3.12 Ta=1 Ta =1t zakresy wartodct i warunki po-
na nagte zmiany temperatury Ty = 1 Ts = ¢ miaru sprawdzanych po badaniu
paramctrow elektrycznych
Podgrupa B6 S-4: 10 S-4; 0.65
Sprawdzenie odpornosci na 5.3.22 25°C"y; 25°C'y. metoda badania. warunk) obcig-
narazenta elekiryczne 100 h 100 h zenia, zakresy wartosci 1 warunki
pomiaru sprawdzanych w czasie
1 po badanwun parametrow clek-
trycznych

Znak - oznucza, ze badania nic przeprowadza sie. Nie wypelniona kolumna . warunk: badania™ oznacza normalne warunki almosteryesne,
') Jezeli innych temperatur nie podaje arkusz szczegdlowy.

&

Tablica 3
Matada Plany i warunki badan _
Redum badania | Poziom jakosci | Poziom jakosci 1 | Poziom jakpéci l[IlPoziom jakokei 1V Dane wg arkuszs
badania PN‘T%!S/ Poziom. Waranki Pozioml Warunki Pozio‘m‘ Warunki‘ Poitiom_ Warunki szeregdtowego
THESES | ROMION | o g, | O] i | ROTION | i | KRORON ] i
i AQL t AQL i AQL i AQL i
ol : . | L *L
1 ¥ 3 4 5 6 7 8 ! 9 10 8

Podgrupa C1 S-3: 25 S-3: 25 - - - -
Sprawdzenie wytrzy-| 5.3.21 rodzaj, szczegolowe
matos$ci mechanicz- warunki  badania.
nej wyprowadzen . wartoécl  obcigzen
Sprawdzenie szczel- 5327 rodzaj badania, do-
nosci puszezalny poziom
nicszezelnosar  lub
. zakresy Wil FTOSCl
i warunkl pomiaru
sprawdzanych  po
badaniu  parame-
N X N " trow elektrycznych




BN-81/3375-29.00

cd. tabl. 3
. Plany i warunki badan
. badania | Poziom jakosci 1 |Poziom jakosSci Il [Poziom jakosci 11l |Poziom jakosci 1V
Rodzaj Dane wg arkusza
badania Ve Poziom . | Poziom .| Poziom . | Poziom . szczegolowego
PN-78/ .| Warunki .| Warunki | Warunki .. | Warunki
T01515 lfontroh badania klontroll badania lfontmll badania lfontroh badania
i AQL i AQL i AQL i AQL
| 2 3 4 5 6 7 8 9 10 L
Podgrupa C2 S-3: 25 S-3; 25 S-3;: 25 S-3 1.5
Sprawdzenie para- 33,7 zakresy  wartosci
metréw  clektryez- I warunki pomiaru
nych sprawdzanych W
Sprawdzeme odpo- 53.11 baisits s czasic badania i po
rnosci na suche go- Linib inan Lamb s Tanh s Lty iy badaniu  paramc-
r4co trow clektryeznych
Sprawdzenie odpo- 539 Lamh 1 Lot min Mamb mun Lumbs anin |
moscl na zimno
Podgrupa C3 $-3: 1.5 S-3: 1.5 - - - -
Sprawdzenic  masy 5.3.4. i masa wyrobu
Sprawdzenic  trwa- 5.36.2
tosci cechowania
Sprawdzenie  luto- 5.3.5a) tempera- tempera-
WNOoSCl  Wyprowa- tura tura
dzen lutowia lutowia
235°C 235°C
Podgrupa C4 S-3; S-3; 15 S-3: 1.5 S-3: 1.0
1.8 2.5
Sprawdzenie wy- 3.3.20 98 000') 98000") 196400") 196000") | kicrunki probiercze.
trzymatosci na przy- m/s”; m/s% m/s’; m/s”; sposdb  mocowania
spieszenie stale I min | min I min I min korpusu lub wypro-
Sprawdzenic  wy- 5315 14700 14700 1470 1470 wadzen,  zakresy
trzymatosct na uda- lub m/s’ m/s* m/s°: m/s>: warto$ci t warunki
ry (pojedyncze lub 5.3.16 3X6 %6 3X4000 3X4000 pomiaru sprawdza-
wiclokrotne) nych po badaniu
parametrow  elek-
trycznych
Sprawdzenic wy- 5.3.19 98 m/y° 98 m/s’ 98 m/s’ 98 m/y
trzymatosci na wib- lub 80 Hz: 80 Hz: 10 =500 10 =500
racje  (stale  lub 5.3.1% I h 3 h Hz: 6 h Hz: 6 h
zmiennc)
. Podgrupa C5 -3 2.5 5-3; 2.5 S-3. 1.5 S-3. 1.5
Sprawdzenie wy- 5.3.5b) tempera- tempera- tempera- tempera- | zakresy  wgrtosci
trzymaloSei na ciep- tura kgyp- tura kyp- tura kap- tura kyp-| i warunki pomiaru
lo lutowania - ieh 350°C ieli 350°C weh 350¢C ich 350°CY| sprawdzanych po
lub 260°C lub 260°C lub 260°C fub 260°C| badaniu  parame-
czas re- czas re- czas re- czas rte- | trow clektrycznych
generacji generacy generach generacjt
2+6 h 2+6 h 246 h 226 H
Sprawdzenic  wy- 5313 T.= T= o 1.5
trzymalosct na nag- =fae min =lae min =hoe wmn =l wmin
te zmiany tempera- Ty T T'= Ty
tury =y =lae i =g st =g man
Sprawdzenic wy- 5.3 13 4 doby 10 dob 21 dob 56 dob
trzymalosci na wil-
gotne goryco state
Podgrupa Cé6 S-3. 25 S$-3; 25 S-3: 1.5 S-3: 1.0
Sprawdzenie odpor- %3122 25°C%) . 25PC#) 25907 metoda  badania,
NOSCi na parazenia 1000 h 1000 h 1000 h 2500 h warunki obcigzenia.
elektrvezne zakresy  wartosci
i warunki pomiaru
sprawdzanych w
¢zasic 1 po badanmu
parametrow - elek-
: tryeznyeh




BN-81/3375-29.00

cd. tabl. 3
o Plany 1 warunki badan
. badania | Poziom jako$ci | | Poziom jakosci !l |Poziom jakoSci IIjPoziom jakosci 1V ' -
Rodzaj Dane wg arkusza
badania e Poziom .} Poziom .| Poziom .| Poziom . szczegHtowego
PN-78/ . | Warunki . | Warunki . | Warunki . | Warunki g B
T-OI515 Ifonlroll badania lfomroll badania k.OINI‘Oll badania !fontroh badania
i AQL i AQL i AQL i AQL
1 2 3 4 5 6 ¥ 8 9 10 Il
Podgrupa C7 - - - - - - S-3: 10
Sprawdzenie  wy- 5.3.8 zakresy  wartosci
trzymatosci na zim- Litg mins i warunki pomiaru
no 1000 h | sprawdzanych po
badaniu p/zlmmc—
trow elektrycznych
Podgrupa C8 - - S-3; 1,5 S-3: 1,0 S-3: 10
Sprawdzenie  wy- 5.3.10 Ly e —— tug mav, | zakresy — wartoSci
trzymatosci na su- 1000 h 1000 h 1500 h | 1 warunki pomiaru
che gorjgco sprawdzanych  po
badaniu  parame-
trow elcktrycznych
Podgrupa C9 - - S-3: 1.5 - - - - polozenie elementu
Sprawdzenie  wy- S.8.17 500 mm w czasic spadania,
trzymalosci na spad- zakresy  wartosci
ki swobodne i warunki pomiaru
sprawdzanych po
badaniu  parame-
trow clektrycznych
Podgrupa C10 S-3; 2.5 S-3: 2.5 S-3; 1.5 S-3: 1.0 sprawdzane  para-
Sprawdzenie wymia- 5.3.3 metry geomelryezne
ow

Znak - oznacza, ze badania nie przeprowadza sig.
Nie wypetniona kolumna ,warunki badania“ oznacza normalne warunki atmosferyczne.
') Jezeli innych wartodci przyspieszen nic podaje arkusz szczegdlowy.
?) Jezeli innych temperatur nie podaje arkusz szczegdlowy.

Tablica 4

Metoda Plany i warunki badan
Rodzai badania | Poziom jakosci | | Poziom jakosci Il jPoziom jakoSci 111 |Poziom jakosci 1V _ o
odza) Dane wg arkusza
~ badania by - Poziom .| Poziom .} Poziom .| Poziom .| szczegdlowego
PN-78/ . | Warunki . | Warunki . | Warunki . | Warunki ®
| T-01515 lfontroll badania Ifontroll badania kontroli badania k.ontroll badania
i AQL 1 AQL i AQL i AQL
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Podgrupa D1 - - - - S-3. 1.5 S-3: 1.5
Sprawdzenie od-| 5.3.14 10 hPa 10 hPa | temperatura narazania,
pornosci na nis- zakresy wartosci 1 wa-
kie ciSnienie runki pomiaru spraw-
atmosteryczne dzanych w czasie i po
badaniu parametrow
elektrycznych
Podgrupa D2') S-3; 25 S-3; 2.5 S-3: 25 S-3; 25
Sprawdzenie wy- rodzaj rozpuszczalnika
trzymato$ci na "
rozpuszczalniki
Podgrupa D3') §-3. 25 S-3; 25 5-3; 2,3 S-3; 2.5
Sprawdzenie 5.3.26 - - ~ - rodzaj badania
palnosci ,
Podgrupa D4?) 3 - S-3: 2.5 S-3: 1.5 _
Sprawdzenie wy-| 5.3.23 - - - - stopien dopuszczalnego
trzymatosci na wzrostu grzybow ples-
plesn niowych, wymagania
dotyczace uszkodzen
powierzchniowych




BN-81/3375229.00

cd, tabl. 4
Plany i warunki badan
Mctoda =
. badania | Poziom jakosci 1 | Poziom jakosci Il [Poziom jakosct 1l [Poziom jakosct 1V
Rodzaj o - Dane wg arkusza
. we ol , ; : _ .
badania PN-78/ Pm.lom. — Pnznom‘ T Poznom. Wil Poznom- Warunks szezegdtowego
T-01515 ]T’Ummh badunia lf'“mm“ badania k.ontmll badania k.omroll badania
i AQL 1 AQL i AQL 1 AQL
i 2 3 4 3 6 7 8 9 10 11
Podgrupa DS§?) - - §-3; 25 S-3 13
Sprawdzenic wy-{ 5.3.24 - - 2 doby 2 doby | polozenie elementu w
trzymatosci na ' czasic badania
mglg soing
Znak - oznacza. 7¢ badamia nic przeprowadza sig.
Nie wypelniona kolumna .warunki badania™ oznacza normalne warunki atmosleryvezne,
'y Badania stosuje si¢ dla wyrobow w obudowach plastykowyveh.,
°) Badanic stosuje sig przy zamowieniu wyrobow w wykonaniu tropikalnym lub dla klimatu morskiego.

KONIEC

INFORMACJE DODATKOWE

1. Instytucja opracowujaca norm¢ — Naukowo-Produkcyjne Cen-
trum Polprzewodnikow.
, 2. Istotne zmiany w stosunku do BN-75/3375-29.00

a) zmieniono  postanowiesii zgodnosS¢ z PN-78/
T-01515.

b) wprowadzono nowy rozszerzong klasylikacjg jakosciowy wyro-
bow dzielgcy je na cztery poziomy jako§ciowe.

¢) zmicniono podzial na podgrupy badan w celu nwzglgdnienia
postanowien normy. RWPG ST SEV 300-76.

3. Normy zwigzane :
PN-78/T-01500.00 Elementy poiprzewodnikowe. Pojecia podstawowe.

Nazwy 1 okreslenia
PN-78/T-01500.01

i okreslenia

normy na

Elementy  potprzewodnikowe. Diody. Nazwy

PN-76/T-01501.00 Elementy pdtprzewodnikowe i mikrouktady scalo-
ne. Oznaczenia literowe podstawowych wickkosei elektrycznych
i parametrow. Postanowicnia ogélne
PN-76/T-01501.01 Elementy potprzewodnikowe. Oznaczenia literowe
parametrow diod
PN-74/T-01504.00 Elecmenty potprzewodnikowe. Metody pomiaru
parametrow tranzystorow 1 diod. Postanowienia ogdlne
PN-78/T-01515 Elementy potprzewodnikowe. Ogdlne wymagania
1 badania
BN-70/3375-11 Elementy poétprzewodnikowe. Diody. Podzial
4. Symbol wg SWW — 1156-121.
5. Dostawy diod o wysokiej i bardzo wysokiej jakoSci mogy by¢
realizowane  po  uzgodnieniu z producentem  wiclkosci  dostaw
I uzgodnieniu ceny.




